
Псевдоисчерпывающее тестирование ОЗУ  

Ярмолик В. Н. 1, 

Мрозек И. (Foreign) 2, 

Леванцевич В. А. 3 

2017 

1, 3 Белорусский государственный университет  информатики и  

радиоэлектроники,  Минск, Беларусь  

2 Foreign  

Ключевые слова: динамические оперативные запоминающие 

устройства, маршевый тест, псевдо-исчерпывающий тест. 

Аннотация:  

Анализируются методы тестирования современных запоминающих 

устройств. Показывается обоснованность применения псевдо-

исчерпывающих тестов для обнаружения сложных неисправностей 

памяти. Формулируется необходимое условие генерирования 

псевдо-исчерпывающего теста для заданного количества ячеек 

запоминающего устройства. 
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